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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

酸化物半導体ナノワイヤを利用した化学センサの高性能化が目的である。今
回、SiO2/Si基板上にTaを蒸着、さらにCuおよび TiO2を蒸着し、加熱することによっ
て Cu oxide/TiO2 ナノジャンクションを作成した。電気的性質はTiO2 の厚さに依
存し、結晶構造に関する情報を得るためにエックス線回折実験を行った。

実験
Experimental

エックス線回折による逆空間の情報を抽出するために Bregg-Brentano幾何学的配
置を採用した。サンプルがナノオーダーで散乱強度が弱いことが予想されたの
で、200kV x 45mA の出力で実験を行った。Cuターゲットを用い、K-β線は Niフィ
ルターによって除去し、シンチレーションカウンターを用いて回折強度をカウント
した。ステップサイズは 0.02°であり、20-135°の範囲を走査した。

結果と考察
Results and Discussion

銅酸化物として CuO ならびに CuO2 の存在を示す回折ピークが観察されたが、そ
の強度は TiO2 を蒸着したサンプルにおいて顕著であった。一方、結晶質 TiO2相か
ら期待される回折ピークは観察されず、RFスパッタリングにより蒸着された TiO2

は今回の温度領域ではアモルファスであることが示唆された。これらの知見をSEM
観察ならびに組成分析結果と統合することにより、Cu酸化物/TiO2によるナノジャ
ンクションの電気的性質と構造に関する関係を整理することができた。
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